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Dupd prezentarea publicd o centrului
IMT-MINAFAB (IMT Facility for Micro- and
Nanofabrication) la Bucuresti, in zilele de
9 5i 10 aprilie 2009, INCD-Microtehno-
logie (IMT- Bucuresti) a continuat ofensiva
mediaticd in exteriorul farii, mai precis la
Bruxelles.

cazia a fost furnizatd de cdtre
ROST (Oficiul Romén pentru
Stiintd si Tehnologie, infiintat
la Bruxelles de cdtre Autori-
tatea Nationald pentru Cer-
cetarea Stiintificd) care a organizat la
8 mai 2009 seminarul intitulat: “Noi ma-
teriale, micro- §i nanotehnologii —
descoperd un partener de nidejde in
Rominia”. Au prezentat comunicdri din
tard, in afara IMT, Institutul de Chimie
Macromoleculari “Petru Poni” al Acad-
emiei Roméine (Iasi) si centrul de cerc-
etare-dezvoltare Infineon Technologies
Romaénia (Bucuresti), infiintat de una
dintre cele mai performante companii
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IMT-MINAFAB
face primii pasi in Europa

pe plan mondial in domeniul micro- si
nanoelectronicii. Tematica comunicarii
IMT, intitulatd “IMT-MINAFAB: un
centru de micro- si nanotehnologie de-
schis cdtre industrie” a fost reluatd si de
catre IMEC (Leuven, Belgia), cel mai
mare centru independent de cercetari
din Europa micro- si nanoelectronica.
La interventiile a doi reprezentanti ofi-
ciali ai Comisiei Europene s-au adiugat
si expuneri ficute de cdtre Louis
Bellemin, director onorific al CE si re-
spectiv Alain Pompidou, presedinte al
Academiei Franceze de Tehnologie.
In aceasta companie ilustrd, institutele
romdnesti de cercetare mentionate
mai sus au ficut o impresie excelentd,
manifestarea bucurdndu-se de ecouri
extrem de favorabile. La adresa
http://www.imt.ro/event_08may2009/

se gdsesc informatii suplimentare
(expunerile ficute la seminar si lista par-
ticipantilor).

In cele ce urmeazi punctim ele-
mente de interes din expunerea ficuta
de IMT. Figura 1 prezintid rezultate ale
colaboririi dintre IMT si Universite
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Catolique de Louvain (UCL), Belgia: la
IMT-Bucuresti au fost realizate structuri
de test pentru evaluarea proprietitilor
electrice ale unor nanofire polimerice
adsorbite pe substrat de SiO,.

Aceste nanofire polimerice au fost
sintetizate la UCL, apoi depuse la IMT
pe chip-uri - cu contacte de Au struc-
turate la UCL (benzile groase din dreap-
ta figurii) - in vederea mésurdrii propri-
etdtilor electrice, cu scopul de a realiza
componente destinate electronicii flexi-
bile. Conectarea nanofirului polimeric
(vizibil in stanga figurii, in diagonald) la
contactele de Au s-a facut in IMT prin
intermediul unor trasee mult mai subtiri
depuse cu ajutorul statiei de nanoingi-
nerie Raith e_Line (Raith GmbH, Ger-
mania). Acest echipament, pentru mo-
ment unic in Roménia, foloseste depu-
nerea indusi de fasciculul de electroni
(electron beam induced deposition,
EBID) pentru ,scrierea“ directd pe sub-
strat, cu rezolutie nanometrica, a tra-
seelor de contactare (figura din stdnga).
Aceste trasee subtiri sunt din platina si
au o litime de numai 40 nm, fiind de
1000 de ori mai subtiri decit firele met-
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alice utilizate pentru contactarea cipu-
rilor din circuitele integrate (1nm este o
milionime de mm). Pe figura se vad con-
tactele pentru mdisuritori electrice in
patru puncte si respectiv pentru contro-
lul conductiei electrice in nanofir prin
efect de cdmp. Testarea electrica s-a
ficut tot in IMT.

Figura 2 ilustreazd un rezultat al co-
labordrii dintre IMT si FORTH, Herak-
lion, Grecia (in cadrul proiectului euro-
pean MIMOMES, coordonat de citre
IMT). Este vorba de realizarea unui dis-
pozitiv electromecanic binecunoscut in
senzoristicd si anume un SAW (Surface
Acoustic Wave, dispozitiv cu undi acus-
ticd de suprafati). Noutatea constd in
faptul cd acest dispozitiv a atins un
record in mirimea frecventei de lucru si

FORTH-IESL

anume 7 GHz (rezultat in curs de publi-
care).

Performanta structurii de test (in
stanga figurii) s-a datorat atat utilizdrii
unui substrat de GaN (nitrura de galiu),
cét si realizdrii unor structuri metalice
interdigitate la dimensiunea de 150 nm.
In IMT s-a realizat atat proiectul, cat si
nanolitografia (tot cu statia de
nanoinginerie) si testarea electrica.

Ambele exemple de mai sus aratd ci
in momentul de fatd IMT a devenit un
partener important in dezvoltarea de noi
componente si tehnologii (a se vedea si
prezentarea centrului de nanotehnolo-
gie in numarul din Martie 2009 al Mar-
ket Watch). Noile dotéri permit prelu-
area unor etape critice de constructie si
finalizarea unor dispozitive experimen-
tale. Deja este vizibild cresterea intere-
sului firmelor din tari si din striinitate
pentru colaborarea cu IMT.

Deosebit de important este si faptul
cd, aldturi de tehnica de proiectare asis-
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tatd de calculator, aparaturd de testare,
echipamente de caracterizare si struc-
turare la scara “nano” (a se vedea mai sus),
IMT dispune si de spatii tip “camerd albd”
pentru procese tehnologice, care permit
nu numai cercetare, dar si micropro-
ductie. Figura 3 aratd imagini din camera
albi clasa 1.000 inaugurati in Septembrie
2009. Cele mai multe echipamente im-
portante sunt achizitionate recent.
Mesajul comunicirii prezentate de
IMT la seminarul de la Bruxelles este
continut in titlu (IMT-MINAFAB as a
micro- and nanotechnology centre open
to industry): institutul oferd un sistem
de servicii stiintifice si tehnologice de-
schis colaboridrii cu industria (dar si
cu universititile si cu alte centre de
cercetare). Acest sistem este acum
descris in detaliu pe pagina de web
www.imt.ro/MINAFAB.
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